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Oferta na wykonanie pomiarow spektroskopii fotoelektronéw XPS

=

Wstep

Na wyposazeniu Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur IKiFP znajduje sie wielokomorowy
system analityczny przeznaczony do kompleksowych badan powierzchni ciat statych litych
i proszkowych w warunkach ultra wysokiej prozni (UHV). Dzieki zastosowaniu specjalnego
systemu dystrybucji mozliwy jest transfer badanych prébek pomiedzy poszczegdlnymi czesciami
systemu. W efekcie otrzymujemy mozliwos$¢ wytworzenia i modyfikacji powierzchni prébek
i nanostruktur w dedykowanych komorach oraz mozliwos¢ ich analizy metodami
spektroskopowymi, mikroskopowymi i dyfrakcyjnymi w szerokim zakresie temperatur (od -170°C
do 1700°C). Poziom prézni podczas pomiardw zwykle jest lepszy niz 5x107° mbar. Najwazniejszg
technikg spektroskopowg dostepng w w/w systemie jest spektroskopia fotoelektronéw
wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS).

2. Dane techniczne (XPS)

Potsferyczny analizator energii elektronéw (SES R4000 firmy Gammadata Scienta)
o wysokiej rozdzielczosci energetycznej (< 2 meV) umozliwia przeprowadzenie badan XPS z duzg
precyzjg. Do generowania promieniowania X wykorzystuje sie niemonochromatyczng dualng
lampe Mg/Al. Dla optymalizacji pomiardw jako detektor zastosowano 40-mm MCP (multi-channel
plate) razem z kamerg CCD. Rozdzielczo$¢ energetyczna systemu, mierzona jako szerokosc
potéwkowa (FWHM) linii Ag 3ds/> wynosi 0.9 eV dla energii przejscia analizatora rownej 100 eV.
Powierzchnie analizy prébki mozna zmieniaé w zakresie od utamka mm? do ponad 10 mm?2.
Gtebokos¢ probkowania zazwyczaj lezy w zakresie 7-12 nm w zaleznosci od uzytej lampy oraz
gestosci badanych warstw. Spektrometr jest skalibrowany zgodnie z normg ISO 15472:2001.
Analiza numeryczna uzyskanych widm XPS przy uzyciu najnowszej wersji programu CasaXPS
pozwala z dobrg doktadnoscig (< 3 %) podac sktad chemiczny oraz quasi-iloSciowy obraz wigzan
chemicznych na badanej powierzchni. Przypisanie odpowiednich stopni utlenienia pierwiastkéw
oraz identyfikacja wigzan chemicznych jest dokonywana w oparciu o SpecMaster Max Database
oraz internetowg baze danych NIST.

3. Zakres prac:

a) Wykonanie analizy sktadu warstwy powierzchniowej dostarczonych prébek z wykorzystaniem
widma przeglagdowego (krok widma nie wiekszy niz 0.25 eV, rozdzielczo$¢ energetyczna
widma nie gorsza niz 1.1 eV dla linii Ag 3ds;;, zakres energetyczny widma w skali energii
wigzania elektronu nie mniejszy niz 0-1100 eV, liczba skanéw widma nie mniejsza niz 5).
Okresdlenie zawartosci pierwiastkow od Li do Pu przy stezeniach powierzchniowych >0.1 % at.

b) Wykonanie widm wysokiej rozdzielczosci dla pierwiastkdw obecnych na analizowanych
powierzchniach (krok widma nie wiekszy niz 0.05 eV, rozdzielczo$¢ energetyczna widma nie
gorsza niz 0.9 eV dla linii Ag 3ds,,, liczba skanéw widma nie mniejsza niz 20, stosunek
intensywnosci sygnatu do tta w widmie nie gorszy niz 50:1 w przypadku stezen
powierzchniowych nie mniejszych niz 0.1 % at.).
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Rozktad widm wysokiej rozdzielczosci na sktadowe i ich interpretacja z wyszczegdlnieniem
obecnych wigzan, grup funkcyjnych i otoczen analizowanych pierwiastkow zgodnie z regutami
sztuki potwierdzonymi publikacjami. Uwaga: przy znikomej ilosci badanego pierwiastka na
powierzchni rozktad widma na poszczegdlne sktadowe moze by¢ obarczony duzym btedem
i uniemozliwié¢ jednoznaczng interpretacje wynikdw. W takim przypadku, po uzgodnieniu ze
zleceniodawcg, mozna zdecydowac o wydtuzeniu czasu pomiarowego co moze sie wigzaé ze
zwiekszeniem ceny za pomiar.

Sredni czas pomiaru i analizy 10 prébek wynosi 2 tygodnie.

4. Przekazanie danych:

a)
b)
c)

Raport koricowy
Dane bazowe widm i dane dopasowan w formatach .vms, .pxt i/lub .txt
Przekazanie praw autorskich do interpretacji wynikow

5. Cena catkowita dla standardowych pomiaréw:

netto 1800 PLN/prdbka (ilos¢ probek 1-10)
netto 1500 PLN/prdbka (ilos¢ probek >10)

6. Uwagi

a.

C.

Cena pojedynczego pomiaru razem z analiza moze ulec zwiekszeniu w zaleznosci od
ztozonosci i czasu pomiaru. Uzgodnienie nastgpi po wykonaniu pomiaru pilotazowego.

Prébki lite do badai XPS powinny mieé rozmiary nie przekraczajgce wymiardw 20x20x5 mm3,
Optymalny rozmiar prébki to 10x6x1 mm?,

Aby unikng¢ osadzenia na prébkach duzej ilosci depozytu weglowego z atmosfery sugeruje
sie dostarczenie prébek w szczelnie zamknietych (i zabezpieczonych tasmg typu Scotch)
pojemnikach szklanych (lub plastikowych) pod atmosferg gazu obojetnego.

. Wskazanym jest by seria prébek byta przygotowana do pomiaréw XPS na tym samym

materiale bazowym, w podobnych warunkach i w bliskim odstepie czasu, aby unikngc
wptywu niepozadanych czynnikdw s$rodowiskowych. Najlepiej by dostarczone probki
przygotowane byly po kaidym etapie procesu modyfikacji powierzchni poczawszy od
materiatu bazowego bez modyfikacji.

Oferte sporzadzit dr hab. Jacek Gurgul
Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur
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